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@ Jauge de contrainte sur support souple et capteur muni de ladite Jauge. 

67) La pr6sente invention conceme une jauge de 
contrainte sur support souple et un capteur muni de cette 
jauge: 

Le but de ('invention est de rdaliser line jauge dont on 
puisse adapter le fluage en foriction du coips d epreuve et: 
de Implication & laquelle bile est destinSe, sans avoir £ 
modifier ledessin du masque permettant de graver la cou- 
che mince sensible aux deformations. 

Le but est atteint a Taide d'une jauge de contrainte desti- 
ned & £tre fix£e sur Tune des faces d'yn corps d'epreuve 
pouvant se d£former sous Taction d'urie grandeur a mesu- 
rer; cette iauge compreriaht urie iwuche mi nee (22) sensi- 
ble aux deformations jgr^ 

fix£e sur un support souple (20), ladite douche (22) com- 
prenant au moins deux sous-couches (24. 26) prdsentant 
des valeurs de fluage differentes. 

Cette jauge est plus particulterement utilis6e pour le pe- 
sage de precision. 
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JAUGE DE CONTRAINTE SUR SUPPORT SOUPLE 
ET CAPTEUR MUNI DE LADITE JAUGE 

DESCRIPTION 

5 

La presente invention concerne une jauge 
de contrainte sur support souple, ainsi qu'un capteur 
muni de ladite jauge. 

Les jauges de contraintes dispostes sur un 
10 support souple sont utilisees pour mesurer les defor- 
mations de pieces mecaniques. Leurs applications sont 
multiples. Elles sont utilisees notamment pour le 
pesage, (balances commerciales et pese-personnes par 
exemple) , pour les mesures de pression, pour les mesures 
15 de contraintes sur des pieces mecaniques telles que 
des arbres de transmission , differentes parties d'une 
aile d'avion ou des concavites . Elles sont egalement 
utilisees en extent iometrie pour le controle de struc- 
tures en bet on , telles que des barrages ou des ponts . 
20 Enf in, ces jauges peuvent egalement permettre d 1 ef - 
f ectuer des mesures de torsion, de couple, de vibrations 
^.'llvOur-d 1 acceleration. ",'"■■*< 

Sous sa forme la plus simple, la jauge \ 
est constitute par un br in : tr fes f in 3 cp lie sur un 
2 25 '2 ... s uppor t ' mince 5 . " et arrange suivant une forme en bqiiqles 
representee a la figure 1 j ointe , c ' est-a-dir e que 
la majeure partie de sa longueur est distribute .^anilTO 
l&lement a une direct^ 

plus gros 7 servent A souder les sorties, k des cables 
:: 3 q de liaison aux instruments . 

Lorsqu'on desire connaxtre I'allongement 
d f une structure suivant une direction donnee, on cplle 
la jauge 1, les brihs par alleles a cette direction. 

D 1 autre part, les jauges 1 s er ven t a rea 1 is er 
35 des capteurs 9 tel que celui illustre en figure 2: juin^;; 
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te. On capteur est un dispositif m£canique destine 
k transformer une grandeur physique quelconque A (pres- 
sion, force, acceleration, etc,..) en deformation d 1 une 
pikce 11 dite corps d'epreuve. Les jauges colldes sur 
5 le corps d'epreuve detectent ses deformations, en vue 
de la mesure de la grandeur physique A ou pour agir 
sur des dispositif s regulateurs. 

Dans le cas illustre en figure 2, les deux 
jauges 1c travaillent en compression et les deux jauges 

10 le en extension. Ceci permet d'avoir des mesures tres 
precises de I 1 ordre de 10" 4 de I'etendue de la mesure. 
Le meme montage peut etre effectue sur toutes sortes 
de structures , comme cela est decrit dans "L 1 encyclo- 
pedia Vishay d ■ analyse des contr aihtes n , Vishay-Micro- 

15 ^mesures, MalaJcoff , France, 282-284. 

Enfin, les jauges peuvent etre dispos£es 
en forme de pont de Wheatsone, comme cela est decrit 
dans le brevet EP-0 053 059, par exemple. 

••••; : -:'::,;,".yjv-4::Queile.: que soit la disposition des jauges 

20 de contr ainte, les mesures effectuees sont toutes basees 
ismr les variations de resistance du briri 3 r ces varia- 
: ; : tibns ; etant: f onction de la nature du materiau le coristi- 
tuant et de ses formations en longueur et en section. 

On connait d^ji d'apr&s le ^ to 

25 EP-A-0 053 059 une jauge de contrainte/ realisee par 
depot sous vide d'une douche dValliage metallique de 
'50 a 500 nm suf un substrat en verre de 100 a 250 pin 
d'epaisseur. Or, le verre est extrememeiit cassant et 
difficile a utiliser dans certains cas. En consequence, 

30 cette jauge peut etre utilisee uniquement en compression 
et non en traction a cause de la 1 imi t e de rupture 
du verre. 

On connait 6galement d'apres l'art ant^rieur 
des ; jauges de contraintes destinees a etre utilisees 
35 en compression et en extension et fixees a cet effet 
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sur un support souple. Ces jauges comprennent un film 
mince de polyimide ou de r6sine dpoxy phenolique, d'une 
epaisseur de 25 pm, sur lequel on colle une feuille 
tres mince d' environ 5 |im d'un materiau resistif lamine 
5 tel qu'un alliage de nickel-chrome , de cuivre-nickel 
ou de platine-tungstene . 

Dans ce cas f la couche resistive est ensuite 
gravee en fines bandes pour obtenir une resistance 
dont la forme est donnee sur la figure 1 jointe. Les 

10 resistances ainsi obtenues peuvent presenter des yaleurs 
comprises entre 120 et 6000 ohms. 

Ce type de jauge presente un certain nombre 
d 1 inconvenient s . La fabrication de ces jauges est one- 
reuse car le collage des feuilles tr^s minces de mat£- 

15 riau resistif est une operation delicate et dif f ici- 
lement reproductible. En outre, la fabrication des 
feuilles metalliques de 5 Jim d' epaisseur est longue 
et difficile /: elle necessite une succession de laminages 
et de recuits qui stabilisent le materiau entre chaque 

20 £tape de laminage. Enf in, 1" epaisseur de la couche 
resistive metallique de 5 pm limite les valeurs des 
:: :^-:-:-,:'r^sistan^ ne sont gener alemen t pas supe- • 

rieures a 6000 ohms. 

On connait regalement d ' apr^s le brevet 

25 US-4 ; 786 r 88? r une jauge comprenant un substrat souple 
recouvert d'une couche is olante polymere et d ■ une couche 
resistive en alliage nickel-chrome , une couche conduc- 
trice d'or 6tant en outre depo see un iquentent s ur le s 
pattes de sortie pour former des plots de contact.: 

30 Ce do cument pr opo s e d? ajuster le f luage du corps d'6- 
preuve en modif iant les caracteristiques de la couche 
isolante. 

Par ailleurs, on notera que sous 1 1 action 
d'une force constante, le corps d'epreuve llj et la 
35 jauge 1 se deforment ins t ant anement a 1 1 instant d ' ap- 
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plication de ladite force , puis ils continuent a se 
deformer progress ivement au cours du temps, c'est le 
phenomene dit de "fluage". Lorsque la force est enlevee 
du corps d'epreuve 11 , celui-ci revient a sa position 
5 initiale. La valeur de fluage se mesure en faisant 
le rapport entre la variation de longueur de 1« element 
souiriis au fluage et sa longueur initiale, 

De meme, aprfes la deformation instantanee 
de la jauge 1 qui suit celle du corps d'^preuve 11 f 

10 la jauge 1 est soumise a une force qui tend a s'opposer 
a cette deformation , c'est le phenomene dit de "relaxa- 
tion " . Celui-ci correspond k une diminution de la 
contrainte qui s 1 exerce sur la jauge quand la defor- 
mation est maintenue constante. 

15 De maniere generale f une jauge 1 fixee sur 

un corps d'epreuve 11 sur lequel on applique une charge 
A, est soumise a trois deformations differentes : 

- une deformation instantanee correspondant 
it • 1 1 application de la charge, 

20 - une deformation due au fluage du corps 

d 1 epreuve f et ■,. 

- une deformation due a sa relaxation propre . 
e z'r 6 s u 1 1 a t . de la mesure eff ecftue^ a l'aide 

de la jauge correspond k la resuitante de ces trois 
25 deformations . Toutef ois , les caracteristiques du fluage 
ou de la relaxation soht adaptees en fonction :des ap- 
. • plxcatlbns Ides jaiiges; . " : 

Dans le cas de la jauge de contrainte repre- 
sentee: sur les figures 1 et 2 f la. ; transmission des 
30 deformations du corps d 1 epreuve 11 , a la jauge 1, se 
fait surtout par cisaillement des-^ 
• cor dement entre le s brins 3 successif s , au niveau des 
extremites de celles-ci. : • 

Lorsque 1 1 on souhaite mesurer ; ; 1 1 evqlutioii 
35 du fluage d f une structure sous charge constante, telle 
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qu'un pont par exemple f la jauge doit etre sans relaxa- 
tion. Or, la relaxation de la jauge 1 depend de la 
longueur des boucles 15 ; plus les boucles 15 sont 
courtes et plus la relaxation de la jauge est impor- 
5 tante. On adapte done la relaxation de la jauge en 
choisissant la longueur des boucles. Cela impose de 
calculer avant la fabrication, la longueur des boucles, 
pour chaque corps d'epreuve utilise. II est alors n6ces- 
saire d'avoir un dessin de jauge par corps d r £preuve 

10 et un masque de gravure par corps d*epreuve. Le procede 
de fabrication est done onereux. 

On notera que dans le brevet EP-A-0 053 059, 
• . .. il n'est pas fait allusion au probUme du rdglage du 
fluage, car 1 ' application visee est principalement 

15 destinee au pesage grand public (balances de menage, 
pese-personnes ) , ou la precision exigee est moindre 
• •" que dans les mesures de pesage ef f ectuees dans le sec- 
teur prof es sionnel . Pour les capteurs grand public, 
les erreurs dues au fluage s orit c ompr i s e s dans les 
; ;;f::.;.:V, 20 • tolerances de mesure. •'• •• 

En revanche, lorsque l'on utilise les jauge s 
pour un pesage precis, le dessin de la jauge 1 doit 
permettre d f avoir une relaxation qui compense parfai- 
tement le fluage du corps d'epreuve 11 de f af on a avoir 

25 un signal de sortie c ons t an t • Une telle pr eci s ion es t 
n^cessaire pour que;I 
quelle que sbit li Sure^ du pesige . 

D 1 une maniere g^n^rale , les ph£nom£nes de 
fluage et de relaxation sont peu importants h. tempe- 

30 rature ambiante, mais peuveht he p lus etre negl igeab les 
lorsque le cor p s d ? epf euve et/oix • la col le • liant la 
jauge audit corps sont chauffes A d^ temperatures 
proches de leurs limites d^emploi. On reduit cet effet 
en faisant subir h. 1 1 eris emb le un ; t r ai t ement thermi- : 

35 que, a une temperature superieure a celle de I'utiii- ; 
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sation ulterieure. Ceci est important , surtout sur 
les capteurs qui souvent doivent avoir une fidelite 
meilleure que 0,1%. Toutefois, ces traitements thermi- 
ques sont couteux. 
5 par ailleurs, il est possible que le corps 

d'epreuve 11 ait un coefficient de dilatation trfes 
different de celui de la jauge 1. Le collage ayant 
ete definitif a la temperature de traitement de la 
colle, lorsqu f on revient k la temperature ambiante, 

10 la jauge est soumise a une deformation. Le vrai zero 
ne correspond done pas au cas d' absence de charge , 
mais a celui -d'un'e charge qui retrouve les conditions 
du collage. Ainsi, certaines installations fluent en 
l r absence de charge, mais pas pour une deformation 

15 donnee . 

Enfin, on sait qu'une resistance peut varier 
en fonction de la temperature selon la formule ci-des- 
; sous : 

R =Ro (1 

20 dans laquelle Ro represente la valeur de la resistance 
de la jauge k une temp£ra.ture de reference, T represente 
la temperature a 1 'instant de la mesure et oC represente 
le coefficient de temperature de la resistance (TCR ) 
du mat^riau dans lequel est realise la r es is t anc e ( br ins 

25 3) . Lorsque le TCR est proche de 0, la valeur de la 
resistance ne varie pas en f onctioii de la; temperature. 

II serait ;donc souhaitable de rSaliser des 
ja^ dont le TCR est voisin de 

zero. . . 

30 Z ' ' De."' lla^.maitris;e^ ' de " y ces . phenomiene s de f luage 

dependent en grande partie les qualites metrologiques 
d 1 une jauge et d-un capteur . 

En consequence, 1' invention a pour ob jet 
•vj ; de- remedier aux precites et notarameht 

35 de jpermettre 1* adaptation du f luage de la jauge k dxf- 
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ferents corps d f £preuve, tout en conservant un coef- 
ficient de temperature de la resistance proche de z6ro 
et surtout sans avoir a modifier le dessin du masque 
permettant la realisation des boucles, pour chaque 
5 corps d'epreuve. 

A cet effet, l 1 invention concerne une jauge 
de contrainte destinee a etre fix£e sur l'une des faces 
d'un corps d'epreuve pouvant se deformer sous 1 '.action' 
d' une grandeur k mesurer, cette jauge comprenant une 
10 couche mince sensible aux deformations gravee en forme 
de resistance et fixee sur un support souple. 

Selon les caracteristiques del 1 invention, 
ladite couche mince comprend au moins deux sous-couches 
presentant des valeurs de fluage dif f erentes. 
15 De f agon avantageuse, la couche mince a une 

structure multicouches comprenant plusieurs couches 
presentant des valeurs de fluage dif f erentes et des 
epaisseurs dif f erentes. 

Ainsi, il est possible d 1 adapter le degre 
20 cle relaxation bu de fluage des jauges en faisant varier 
la nature des couches minces, leur noinbre et leur epais- 
. ■■■■S eur •7;" - 

„.,,,.: De f agon avantageuse, 1 1 une des sous-couches 
presente une valeur de fluage positive^ 
25 ; alliager Kt.^' 1 4 tat amorphe , presentan^ 

de . zero , tandis que 1 1 autre sous-couche presente une 
valeur de fluage negative, il s'agit d f un alliage a 
l'£tat cristallin, dont le TCR est egalement voisin 
de z6ro. 

30 L 'invention cpncerne : egal^en^ : ^,^ra : capteur 

de mesure d 1 une grandeur . S elon les car act dri s t iques 
•••de I 1 invention, il comprend au moins une jauge de 
contrainte selon l r invention fixee sur un corps d'epreu- 
ve pouvant se deformer sous 1 1 action de ladite grandeur 

3 5" ' • a :: me surer 7 x - : ' : " 
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L 1 invention sera mieux comprise a la lecture 
de la description suivante d f un mode de realisation 
de l 1 invention donnee a titre d f exemple purement il- 
iustratif et non limitatif, cette description etant 
5 faite en faisant r£f£rence aux dessins joints , .. . dans 
lesquels : 

- la figure 1 est un schema illustrant une 
jauge de contrainte selon l'art ant6rieur, en. vue .de . ,. 
dessus, 

10 - la figure 2 est une vue en perspective 

d'un capteur comprenant plusieurs jauges de 1/ art ante- 
rieur, 

- la figure 3 est une vue partielle, en pers- 
pective, d'un mode de realisation d 1 une jauge de 

15 contrainte selon 1 1 invention , e t 

- la figure 4 est une courbe illustrant le 
f luage en f onction du temps , pour des jauges de 
contrainte realis£es selon 1 1 invention et des jauges 
t emo ins "„. • • • ■ 

20 Selon un premier mode de r eali sat ion de l 1 in- 

vention, la jauge de contrainte i litis tr6e en figure 
:^JZy!y^3 presente une forme allong^e , identlque A celle qui 
a it6 d^crite en detail en figure 1 dans 1 \ introduction . 

Cette jauge de contrainte compr end un support 
:'";2 S- ;;;;-spTiple 2 0 realise de preference en un: 

diircissafale, et resistant a des temperatures au moins 
egales k 400°C environ, tel qu'un polyimide. 

Ce support souple 2 0 est recouvert d f une 
sensible aux def ormitipns . Cet^ 
30 22 : presente la forme de la resistance d^crite pour 
la figure 1. Selon les caract^ristiques de 1' invention, 
elle comprend au moins deux sous-couches 24, 26 present 
tarit des valeurs de f luage dif f erentes . 

> La premiere sous-couche 26 est de pr ef erence 
35 r6alisee dans un alliage pr e s ent an t une \ra leiiir de f luage 
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positive, et se trouvant k l'etat amorphe. Cette 
sous-couche mince est realisee dans un mattriau choisi 
parmi les alliages a base de nickel-chrome f 
platine-tungstene ou cuivre-nickel. De fagon avanta- 
geuse, 1' alliage comprend du nickel, du chrome et du 
silicium. Plus pr£cisement, il presente la formule 
suivante : Ni x CrySi 2 avec 5< z <11 et x+y+z=100. Plus 
preci semen t encore, il comprend en poids, environ 72% 
de nickel, 18% de chrome et 10% de silicium. Son coef- 
ficient de temperature de resistance (TCR) est voisin 
de 0, 

La deuxieme sous-couche 24 est de preference 
constitute d'un alliage presentant une valeur de fluage 
negative, c'est-a-dire qui entraine une relaxation 
importante de la jauge par rapport au corps d'epreuve 
sur lequel elie est placee. De preference, cet alliage 
est a l'etat cristallin. Il est choisi parmi les al- 
liages & base de nickel-chrome , platine-tungstene ou 
cuivre-nickel. De fa?on avantageuse, il est constitue 
par du constantan r c'est-a-dire un alliage comprenanfc 
en poids r environ 55% de cuivre, 44% de nickel et 1% 
de manganese . Son coefficient de temperature de resis-: 
tance ( TCR) est voisin de z6ro. 

Il est possible d'utiliser deux types de 
constantan> dop6s par plusieurs impuret^s dont les 
• principalis sont do dans le tableau i 

Il sefait egalement possible d'utiliser conune dopant 
du zinc , de 1 1 argent bu du titane . 
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Tableau 1 



5 





constantan n° 1 

(jig/g) 


constantan n° 2 
(/ig/g) 


Ca : 


935 


: 500 : 


Pb : 


200 : 


: 175 ' 


• 

Si V : 


200 : 


: 25 J : 


1 ~ ~ ™ ™ ™ — ^ ~ ™. J 

Fe ■ ■; : 


/■v.- 420 . : 


:•■ 215 : 


ai 


60 : 


: . 25 : 


Mg , : : 


55 : 


: 615 . : 



20 Le premier alliage de cons tartan ; ^°'X)r:;:P os " 

sede un TCR voisin de 0. Le deuxieme alliage de cons tan- 

: Zl un TCR plus grand mais une relaxa- 

tion plus faible. 

On alliage de constantan preseiitant un f aible 

25 taux d 1 impuretes a un TCR plus eleve et inyer s etnen t . 
On adaptera done la quantite de dopants presents dans 
1 • alliage en f onction du TCR recherche • 

De fagon avantageuse et corame cela a £tS 
represehte en figure 3 , on depose ^e preference la 

30 sous-couche 26 d "alliage a 1 1 etat amorphe directement 
sur le support souple 20/ puis ens^ 

24 sur la sous-couche 26. 1 1 est egalement possible 
de faire le contraire mais les resultats obtenus sont 
moins homog&nes . 
35 bn notera qu 1 il n 1 est pas im^eratif ;i ''^i^^M^: 
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des sous-couches ait une valeur de fluage positive et 
I 1 autre une valeur negative, mais qu'il suffit simple- 
ment que ces valeurs soient differentes. 

Le degre de fluage de la jauge ou plus exacte- 
5 ment de la couche mince 22 depend non seulement de 
la valeur du fluage relatif a chacune des sous-couches 
24 , 26, mais egalement de I'epaisseur relative et du 
nombre de sous-couches 24, 26, Les essais decrits 
ci-apres ont ete effectues avec trois et cinq couches. 

10 Le procede de fabrication des jauges va main- 

tenant etre decrit plus en detail. Des depots multi- 
couches d'alliages amorphe (NiCrSi) et cristallin 
(CuNiMn) ont ete effectues par pulverisation cathodique 
k diode continue, sur un support souple 20 de polyimide 

15 de 25 Jim d'epaisseur. Ce type de procede de depot expli- 
que que le polymere polyimide doive resister a des 
• temperatures voisines de 400°C ou plus, atteintes lors 
de 1' elaboration des couches minces. Bien entendu, 
cette valeur de temperature peut etra abaissee par 

20 ad j onct ion de syst&mes refrigerants au dispositif de 

'S;r:: ;'SMep6t.: Le choix du polymere depend de j la : temperature 
/:::,"--:.x'.'.J;-atteinte' lors du dSpdt des couches minces . Ce choix 
est alors k la portee de 1 1 homme de 1 1 art . 

Ces techniques de depots de couches minces 

25 permettent de deposer des couches presentant des epais- 
seurs compr i ses 50 ; 1 0 ~ 1 °m e t 1 0 00 0 > 1 0 "T 1 °m Let d 1 avoir 
des resistant elevees par unite de longueur. 

.. Ensuite, les resi stances s ont gravies par attaque chimi- 
que en suivant la geometrie de la. f igiire 1 ou 3 , avec 

30 un seul masque pour les di f f 6r ences mult i - couches , 
(c'est-k-dire une longueur deboucle 15 unique) ; Ensui- 
te, par example les plots de connexion 28 sont depo- 
ses 1 travers un masque aux deux extr emit es de chaque 
jauge, par evaporation sous vide d 1 une epaisseur de 

35 100 A de chrome, 3000 A de nickel et 3^ 
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les jauges obtenues sont collies sur le corps d'epreuve 
de fagon a former un capteur. Elles peuvent etre dispo- 
sees comme illustrd sur la figure 2 en forme de pont 
de Wheastone. Des fils de connexion sont ensuite soudes 
5 aux plots de connexion, au fer a souder, avec un alliage 
etain-plomb, par exemple. 

Test effecttie sur les jauges de contrainte presentant 
la structure conforme a 1' invention 

Les jauges orit 6t6 installees sur un corps 
10 d'epreuve selon une disposition en pont de Wheastone. 
Le corps d'epreuve est destine a un pesage effectue 
entre 0 et 3 kg. Ce corps d'epreuve presente un fluage 
de valeur intermediaire par rapport a tous les corps 
d'epreuve utilises generalement dans le pesage. La 
15 figure 4 illustre les mesures effectuees en appliquant 
une charge maximum et en faisant des relev^s du desd- 
quilibre du pont de Wheats one pendant 30 minutes. 
Les courbes repr^sentent le fluage ( c 1 est-a-dire la 
deformation en °/ 00 de la deformation maximale) , eri 
20; f onction du temps . Les essais ont et£ effectues avec 
une j auge compr enant un support souple en polyimide 
recouyer t d 1 une ou de plusieurs sous-couches de NiCrSi 
amorphe ou de cons t ant an cr i s t al lin . En face de chaque 
courbe, on a egalement represent^ la section correspon- 
ds dante de la jauge sans la couche support 20 'etrles;:; 
6paisseurs relatives du constaritan ; et ■ de ^ 1 1 alliagE 

La courbe CI repr£sente la resultant e obtenue 
avec unO seule et forme un t^mbin. 

30 Le fluag 30 minutes. 

Les courbes G2> G3 et C4 montrent la diminu- 
tion de 1* ef f et de relaxation ( augmentation de la valeur 
du f ludgie ) diie a 1 * augmentation d 1 epaisseur de .l&^soiis^ 
couche de NiCrSi, par rapport a celle du constantah. 
35 La courbe C4 correspond a un fluage de la jauge qui 
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compense exactement le fluage du corps d'epreuve. 

Les courbes C5, C6 et C7 representent les 
resultats decales vers des valeurs positives de fluage, 
obtenues avec des sous-couches alternees d'alliage 
NiCrSi et de constantan. On notera que les memes courbes 
pourraient etre obtenues avec uniquement deux sous-cou- 
ches, en augmentant I'epaisseur de I'alliage NiCrSi 
par rapport a celle du constantan, 

Enfin, titre de comparaison, la courbe 

C8 montre le fluage du corps d'epreuve obtenu avec 
une couche d'alliage NiCrSi seule. Cette valeur est 
de 1,4.10~ 3 apres 30 minutes. Dans ce cas, la couche; 
metallique suit parf aitement le corps d'epreuve et 
la jauge n'a pas de relaxation, 

Les jauges de contrainte selon l'invention 
trouvent une application particuliere dans le pesage 
de precision pour les balances poids/prix. 

En fonction des applications particulieres 
realisees et notamment de la valeur de fluage souhaitSe r 
on chbisira le nombre et 1 1 epaisseur des differences 
sous-couches d 1 alliage . 
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REVINDICATIONS 

1. Jauge de contrainte destinee a etre fixee 
sur I 1 une des faces d'un corps d'^preuve pouvant se 

5 deformer sous 1' action d'une grandeur a mesurer, cette 
jauge comprenant une couche mince (22) sensible aux 
deformations , gravee en forme de resistance et fixee 
sur un support souple (20) , caracterisee en ce que 
ladite couche mince (22) comprend au moins deux 
10 sous-couches (24 f 26) 'presentant des valeurs de fluage 
differentes. 

2 . Jauge de contrainte selon la revendication 

1, caracterisee en ce que I'une des sous-couches est 
constitute d'un alliage (26) presentant une valeur 

15 de fluage positive et 1'autre sous-couche d'un alliage 
(24) presentant une valeur de fluage negative. 

3. Jauge de contrainte selon la revendication 

2, caracterisee en ce que 1' alliage presentant une 
valeur de fluage negative (24) est un alliage a lie tat 

20 cristalliii. 

4 . Jauge de contrainte selon la revendication 
2, caracterisee : en ce que 1 ' alliage presentant une 
valeur de fluage positive (26 ) est un alliage a I'dtat 
amorphe. 

25 5. JaLuge^ de boritf aiht e selon la revendication 

3 ou 4, caracterisee en ce que 1 ' alliage a l!etat cris- 
tallin (24) et l'alliage a l'itat amorphe (26) sont 
choisis parmi des alliages a base de nickel-chrome, 
. p la tine- tung s t ^ne pu cuiyr e-nicke 1 C^:;:;:^^ 

30 6 .Jauge de contrainte selon la revendication 

3 ou 4, caracterisee en ce que l'alliage presente un 
coefficient de temperature de resistance voisin de 
0. 

7. Jauge de contrainte selon les revendica- 
35 tions 4 et 5> caracterisee en ce que 1 ' alliage presen- 
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tant une valeur de fluage positive (26) est un alliage 
de composition Ni x CrySi z avec 5 <z<ll f x+y+z=100. 

8. Jauge de contrainte selon la revendication 
7, caracterisee en ce que l f alliage (26) comprend en 

5 poids environ 72% de nickel, 18% de chrome et 10% de 
Si. 

9. Jauge de contrainte selon la revendication 
3, caracterisee en ce que I 1 alliage (24) presentant 
une valeur de fluage negative est un alliage de cuivre, 
nickel, manganese. 

10. Jauge de contrainte selon la revendication 
9, caracterisee en ce que l f alliage (24) comprend en 
poids, environ 55% de cuivr e , 44% de nickel et 1% de 
manganese. 

.' : i$ 11. Jauge de contrainte selon la revendication 

3 ou 5 f caracterisee en ce que 1' alliage (24) presentant 
une valeur de f luage negative est dope avec un element 
choisi parmi le calcium, le plomb, le silicium, le 
■ fer, 1' aluminium , le magnesium, le zinc , , I 1 argent ou 

20 le titane. • 

12. Jauge de contrainte selon l*une quelconque 
:::':j;yr; : :.:.;/des re vend i cations precedentes , caracterisee en ce 

que le support souple (20 ) est realise dans un polyimide 
resistant ct des temperatures superieures ou egales 
- : - 2 5 a 400 °C environs v.;;.;" 

13. Jauge de contrainte selon l'urie. quelconque 
des revendications -precedentes, caracterisee en ce 
que la sous-couche (26) d f alliage presentant une valeur 
de f luage po s i ti ve "est : au contact direct du support 

3 o souple (20) • 

14. Jauge de contrainte selon l'une quelconque 
des revendications precedentes , car act er i s ee en ce 
que chaque sous-couche (24, 26) presentant des valeurs S 
de fluage differentes, a une epaiss^ur comprise entre;- 

35 50.10~l°m et 10000.10-iOm. 
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15. Jauge de contrainte selon l'une quelconque 
des revendications precedentes, caracterisee en ce 
que la couche mince (22) a une structure multicouches 
comprenant plusieurs sous-couches (24, 26) presentant 
des valeurs de fluage differentes et des epaisseurs 
differentes • 

16. Capteur de mesure d'une grandeur, caracte- 
rise en ce qu'il comprend au moins une jauge de contrai- 
re selon 1 • une quelconque des revendications 1 a 15, 
fix6e sur un corps d'£preuve (11) pouvant se deformer 
sous 1' action de ladite grandeur a me surer. 
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